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označeny svislou čarou.

Anglický termín „TEST“ se obvykle překládá:

„ZKOUŠENÍ“ – pro oblast ověřování elektrických, mechanických a klimatických parametrů;

„TESTOVÁNÍ“ – pro oblast ověřování prostředků informačních technologií (software i hardware).

První část souboru norem ČSN ISO/IEC 10373 se vztahovala na oblast „zkoušení“, a tedy společný
název pro soubor ČSN ISO/IEC 10373 byl „Identifikační karty – Zkušební metody“. Další části souboru
se více vztahují na oblast „testování“. Proto v celé části 6, včetně společného názvu souboru,
používáme „Metody testování“ atp. 



anglický termín
/ zkratka Použitý překlad (výklad)

test
• testování (parametrů něčeho)
• testovací (předmět/postup používaný při testování)
• testovaný (předmět, jehož vlastnosti se testují)

test set-up uspořádání testu

test PCD assembly testovací PCD sestava
(zařízení PCD určené pro testování něčeho)

assembly of test PCD montáž testovacího PCD
(montáž zařízení PCD určeného pro testování něčeho)

PCD-test-apparatus aparatura pro testování PCD
test PCD antenna testovací PCD anténa
test report zpráva o testu
load modulation zátěžová modulace
operating volume pracovní prostor

procedure • procedura (část SW, část diagnostiky digitálního HW atp.)
• postup (testování elektrických parametrů)

stream (bitů) proud
sub-state substav

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 2 doplněna vysvětlující národní poznámka.

Další informace

Anglický termín symbol se překládá českým slovem symbol, protože se zde používá ve významu
nadřazeného termínu vůči podřazeným termínům: značky, znaky, označení atd., aby se všechny tyto
termíny nemusely vypisovat.
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ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří
specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se
podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí ustavených
příslušnými organizacemi pro jednotlivé obory technické činnosti. Technické komise ISO a IEC
spolupracují v oborech společného zájmu. Práce se zúčastňují také další vládní a nevládní mezinárodní
organizace, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC
společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem společné technické komise je vypracování mezinárodních norem. Návrhy
mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí jsou rozesílány národním členům
k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících národních orgánů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO a IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO/IEC 10373-6 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC 1 Informační technologie,
subkomise SC 17 Karty a osobní identifikace.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/IEC 10373-6:2001), které bylo technicky
revidováno. Zahrnuje také změny ISO/IEC 10373-6:2001/Amd.1:2007, ISO/IEC 10373-
6:2001/Amd.2:2003, ISO/IEC 10373-6:2001/Amd.3:2006, ISO/IEC 10373-6:2001/Amd.4:2006
a ISO/IEC 10373-6:2001/Amd.5:2007.



Změnu 1 k ISO/IEC 10303-6:2011 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC 1 Informační
technologie, subkomise SC 17 Karty a osobní identifikace.

ISO/IEC 10373 sestává z následujících částí, pod společným názvem Identifikační karty – Zkušební
metody:

Část 1: Zkoušky všeobecných charakteristik●

Část 2: Karty s magnetickými proužky●

Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní●

Část 4: Karty s těsnou vazbou●

Část 5: Optické paměťové karty●

Část 6: Karty s vazbou na blízko●

Část 7: Karty s vazbou na dálku●

Část 8: USB-ICC●

Část 9: Karty s optickou pamětí – Metoda holografického záznamu●

1 Předmět normy

ISO/IEC 10373 stanoví metody testování pro charakteristiky identifikačních karet podle ISO/IEC 7810.
V každé metodě testování jsou křížové odkazy na jednu nebo více základních norem, což může být
ISO/IEC 7810 nebo jedna nebo více doplňujících norem, které popisují technologie ukládání informací
používané v aplikacích identifikačních karet.

POZNÁMKA 1 Kritéria pro přijetí nejsou částí ISO/IEC 10373, ale lze je nalézt ve výše zmíněných
mezinárodních normách.
POZNÁMKA 2 Metody testování popsané v této části ISO/IEC 10373 jsou určeny, aby se prováděly
samostatně. Pro danou kartu nebo předmět s vazbou na blízko, nebo zařízení pro vazbu na blízko se
nepožaduje, aby prošly postupně všemi testy.

Tato část ISO/IEC 10373 stanoví metody testování, které jsou specifické pro karty nebo předměty
s vazbou na blízko, nebo zařízení pro vazbu na blízko, stanovené v ISO/IEC 14443-1:2008,
ISO/IEC 14443-2:2010, ISO/IEC 14443-3:— a ISO/IEC 14443-4:2008. ISO/IEC 10373-1 určuje metody
testování, které jsou společné pro jednu nebo více technologií karet s integrovanými obvody; další
části normy se zabývají testy specifickými pro jednotlivé technologie.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


